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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации 

«Диагностика структуры и свойств кристаллических материалов с 

использованием акустических, оптических и рентгеновских методов», 

 

Раздел(предмет) Диагностика структуры и свойств кристаллических 

материалов с использованием акустических, оптических и рентгеновских методов 

Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Кристаллогр

афия и ее 

роль в 

современном 

мире 

Кристаллография и ее роль 

в современном мире. 

Кристаллические 

материалы. Классификация 

кристаллов. Области 

применения кристаллов. 

Проблемы диагностики и 

дефектоскопии 

кристаллических 

материалов. 
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Методы 

акустическо

й эмиссии 

для 

диагностики 

и 

дефектоско

пии 

кристалличе

ских 

материалов 

Физические основы метода 

акустической эмиссии. 

Особенности применения 

при хрупком разрушении 

материалов. Методы и 

алгоритмы локации 

источников АЭ. 

Информационные аспекты 

метода АЭ, подходы к 

обработке диагностических 

данных. Критерии 

оценивания дефектности 

материалов методом АЭ – 

фундаментальный, 

эмпирический и 

статистический подходы 

Применение метода АЭ для 

выявления дефектов в 

Доклад 



Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

процессе кристаллизации. 

Применение метода АЭ для 

выявления дефектов 

оптических кристаллов при 

различных видах 

нагружения. Современные 

достижения 

Оптические 

методы 

диагностики 

и 

дефектоско

пии 

кристалличе

ских 

материалов 

Физические основы 

оптических методов 

технической диагностики. 

Классификация оптических 

методов.   Первичные 

информативные параметры. 

Схемы контроля. 

Контролируемые 

параметры. Основные типы 

и характеристики 

оптических систем. 

Формирование изображения 

оптическими системами. 

Методы оптической 

микроскопии для 

дефектоскопии кристаллов. 

Поляризационные методы 

диагностики кристаллов. 

Интерференционные 

методы диагностики 

кристаллов. 

Акустооптические методы 

диагностики кристаллов. 
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Рентгеновск

ие методы 

диагностики 

и 

дефектоско

пии 

кристалличе

ских 

материалов 

Рентгеновские методы 

диагностики и 

дефектоскопии 

кристаллических 

материалов. Возможности 

исследования 

кристаллических 

материалов рентгеновскими 

методами. Рентгеновская 

дифрактометрия и 

рентгеновская топография. 

Рентгеновская 

спектроскопия, 

рефлектометрия и другие 

методы. Рентгеновские 

исследования 

Доклад 



Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

кристаллических 

материалов в условиях 

внешних воздействий Пути 

развития современных 

рентгеновских методов, 

эксперименты с временным 

разрешением.  Комплексные 

подходы к изучению 

структуры кристаллических 

веществ с использованием 

рентгеновского излучения. 
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